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 要  旨 
 空間的に変化する偏光の状態分布を精密解析することは，生体計測や材料の表面の解析，膜分
布解析，光弾性解析など広い分野で重要性を増してきている．空間キャリア周波数多重化とフー
リエ変換法を組み合わせることにより，偏光状態を全視野同時に解析することのできる偏光干渉
計が北大の岡らにより開発されている．岡らは２種類の光学系を提案している．マイケルソン干
渉計で一組の直交偏光参照波を生成する初期の方式と複屈折プリズムを組み合わせ一体化した最
近の方式である．新方式はコンパクト性，安定性など多くの点で優れているが，計測目的に合わ
せて空間キャリア周波数を自由に変えることのできる初期の方式の魅力も捨てがたい．初期の方
式の最大の難点はマイケルソン干渉計で生成した直交偏光参照波相互の位相の不安定性と振幅の
不均衡にあった．干渉計に基づく偏光解析では，直交する電場成分の微小な位相の差により偏光
状態が大きく変わるので，干渉計の安定性を高めることが重要である． 
 
 このような背景のもとで，本研究では岡らが提案したマイケルソン干渉計により一組の直交偏
光参照波を生成する方式を改良し，マイケルソン干渉計の代わりに共通光路サニャック干渉計を
用いることにより振動等の外部擾乱に起因する直交偏光参照波相互の位相差の不安定性の問題を
解決し計測の再現性を向上させた．残された問題は種々の光学素子からなる干渉計測システムに
固有な計測データの偏りの校正である．我々が最初に提案した方法では参照光の位相歪に起因す
る位相差を補正したが，参照光の振幅の不均一性による誤差は補正対象となっていなかった． 
本論文では，まず我々が開発した偏光計測システムで用いるサニャック偏光干渉計の機能につ
いて説明する．また，参照光の位相歪と振幅の不均一性の２つの誤差を校正することで，計測デ
ータから参照光パラメータを完全に校正する方法を提案する．次に，提案した偏光計測システム
の妥当性を検証するため，既知の偏光状態を計測した結果を示す．さらに，その偏光計測システ
ムを用いた反射型空間光変調器からの光波の偏光状態の解析結果を示し，反射型空間光変調器に
よる空間的な偏光状態の分布を制御した結果を示す．  
 
